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Sposéb przygotowania prébek do analizy spektralnej
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Przedmiotem wynalazku jest sposob przygotowania
probek do analizy spektralnej.

Do wykonania analizy spektralnej stosuje sig¢ prob-
ki posiadajagce badanqg powierzchni¢ $rednicy mini-
mum 7 mm, objeto$ci minimum 60 mm? i grubosci
minimum 3 mm.

Probki plaskie kladzie sig na jednej z elektrod,
probki walcowe umocowuje si¢ w uchwytach; prob-
kom nieforemnym nadaje sie ksztalt przez szlifowa-
nie,

Probki o wymiarach mniejszych niz wyzej podano
rozpuszcza sie 1 nastepnie nanosi okreslona ilo$¢ roz-
tworu na elektrode weglowa.

Sposob wg wynalazku umozliwia analize probek
matych bez koniecznosci stosowania skomplikowa-
nej metody powlekania elektrod weglowych, oraz ba-
dania seryjne.

Sposobem wedlug wynalazku do badan stosuje sie
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probki z materiatow jednorodnych lub pastylki z pra-
sowanych proszkow niemetalicznych z grafitem, po-
siadajgce jedna powierzchnie plaskg o srednicy mi-
nimum 7 mm. Probki uklada si¢ na plycie metalowej
badang powierzchniqa na dol, w ramce niklowej i za-
lewa niskotopliwym metalem, jak na przyklad cyng
lub stopem Wooda. Po przeprowadzeniu badania roz-
tapia sie metal i wyjmuje probki.

Ponadto spos6b wg wynalazku umozliwia dobry
odptyw ciepla, co eliminuje bledy wywolane na-
grzaniem sie probki w czasie badania.

Zastrzezenie patentowe
Sposob przygotowania probek do analizy spektral-

nej, znamienny tym, Zze probki umieszczone w ramce
niklowej zalewa si¢ niskotopliwym metalem.
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